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SPEKTROSKOPICKA REFLEKTOMETRIE

« Siroké vyu?ziti v oblasti méfeni tloustky a
indexu lomu tenkych dielektrickych
(neabsorbujicich) vrstev.

* Princip metody vychazi ze studia a
nasledného zpracovani odrazené intenzity od
studované tenké vrstvy.
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VYUZITi REFLEKTOMETRIE V TRIBOLOGII:

* Méreni tloustky maziva (fadové od
nanometru az po mikrometry).

e Méreni tlaku v kontaktni oblasti
(zména indexu lomu maziva).
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HLAVNi PODMINKY MEREN:I:

Kolmy dopad.

Stabilni osvétleni bez asovych fluktuaci.

Opticky neménna sestava.

Referencni vzorek (monokrystal kfemiku).
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POUZITE OPTICKE NASTAVENI:

* Halogenova zarovka.

* Mikroskop NIKON Optiphot 150 s telecentrickym
objektivem.

e Vlaknovy spektrometr OceanOptics s linearnim CCD
Cipem.

o Referencni vzorek (monokrystal kfemiku).
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ZAKLADY MATEMATICKEHO MODELU

* Nalezeni hledanych parametrti pomoci fitovani namérené intenzity.

* Intenzitu lze definovat pomoci Fresnellovych koeficient.

* Vysledna vztah je funkci parametrt definujicich opticka prostredi.

 Opticka prostredi Ize definovat pomoci indexu lomu, indexu absorpce a tloustky.

e Méreni je relativni — odpada problém s mérenim dopadajici intenzity.
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ZAKLADY MATEMATICKEHO MODELU
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e Definice material( — disperzni
model, pfiblizné resp. presné
hodnoty indexu lomu, pripadné
absorpce.

NKDStack — software pro
stanoveni optickych parametr(
vicevrstvych systému pro
spektroskopii a elipsometrii.

- Definice optického systému —
index lomu okoli, usporadani
vrstev, jejich priblizna tloustka.

STRANA
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e Optimalizace — ziskani dat
pomoci fitovani namérenych
hondot.



Tou tl

Vyuziti spektroskopické reflektometrie pfi studiu tribologickych jevi STRANA
Vladimir Cudek 19/21

®  Teplota oleje cca 55°C
® Teplota oleje cca 25°C

Vysledky zavislosti tloustky
olejového filmu L.S.-B.S. na
rychlosti tfecich povrch pfri Cistém
- valeni ziskané spektroskopickou
- reflektometrii.
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DALSI VYZKUM

* Naneseni chromové vrstvy na sklenéné vzorky a
zméreni indexu lomu, absorpce a tloustky chromu za
pomoci Ellipsometry Workgroup, Universitat Leipzig.

» Aplikace sklenéného disku s vrstvou chromu pfi
méreni spektroskopickou reflektometrii.

* Méreni mazaciho filmu v fezu pomoci
monochromatoru umisténého na mikroskopu.

* Vyhodnoceni pribéhu indexu lomu v fezu napfic
kontaktem a odvozeni tlaku v tomto rezu.
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